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Актуальність дослідження. При практичному застосуванні 
ультразвукових дефектоскопів важливим параметром є значення 
відношення сигнал-завада. Окрім амплітуди корисного сигналу з 
п'єзоелектричного перетворювачаця характеристика обумовлена 
індустріальними електромагнітними завадами, характеристиками схем 
виміру, втратами в кабелі, що поєднує датчик і прилад. Тому 
обґрунтування ультразвукового методу контролю та засобів його 
реалізації, які забезпечують виявлення та визначення характеристик 
дефектів є актуальною науково-практичною задачею. 
Основна частина. Крива АВК використовується для побудови 
графіка зміни амплітуди луна-сигналів від відбивачів однакового розміру, 
розташованих на різній відстані від перетворювача. Крива АВК 
графічноробить поправку на загасання в матеріалі, ефектиближнього поля 
і розсіюванняпроменя. У налаштуванні АВК, амплітуда луна-сигналів, 
щовиходятьвідвідбивачів такого ж розміру як при калібрування, буде 
відповідативисотікривої, незалежновідглибиниабовідстані 
Крива АВК зазвичай конфігуруються з використанням серії опорних 
відбивачів заданого розміру, розташованих на різній глибині. 
Цівідбивачівжевключені в калібрувальнізразкивідстані / амплітуди, 
абоможуть бути створені оператором.  
АВД - діаграмивикористовуються для виміруеквівалентногорозміру 
дефекту. 
На узагальнених діаграмах (рис. 1.1) по осі абсцис відкладенов 
ідстань між ПЕП і відбивачем. По осі ординат відкладена амплітуда 




Рисунок 1.1 – АВД-діаграма без урахуваннязагасання ультразвуку 
 
На поле АВД-діаграми нанесена серія кривих, кожна з них відповідає 
своєму діаметру (абоплощі) еквівалентного відбивача. Сама верхня крива 
відповідає донному сигналу. 
Робочу АВД-діаграму будують для конкретних параметрів 
контролю: матеріалувироби, частоти пружних коливань, діаметра 
(розмірів) перетворювача, кута введення променя. 
АВД-діаграми будують наступним чином: 
1)розрахунок за формулами акустичного тракту; 
2)експериментальний метод: дослідження зразка, виготовленого з 
матеріалу контрольованого об'єкта, з безліччю отворів, різних діаметрів, 
розташованих на різній глибині.  
 
Висновки. В даній роботі за основний напрям була обрана реалізація 
АВД та АВК діаграм за допомогою сучасного ультразвукового 
дефектоскопу USE-55 PRO, що дозволяє оцінити еквівалентні розміри. 
Ультразвуковадефектоскопіямаєширокезастосування при 
контролізварнихз'єднань. Особливістьданого метода, є те, 
щойогоможнапроводити для різнихматеріалів, як металів, так і неметалів. 
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